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2. Să se determine perioada de identitate folosind formula (4.4).  
 
Datele obţinute se vor trece în tabelul 4.2. 
Tabelul 4.2 

Determinarea perioadei de identitate a direcţiei cristalografice [uvw]. 
Radiaţia ……………………. 
Diametrul camerei ………………………… 
 
Numărul liniei 

de strat 
Distanţa dintre linii 
egală cu 2ln (mm) 

I(Å) Im(Å) 

1    
2    
.    

 
3. Să se determine eroarea absolută ∆I. 
 

4. Rezultatul să fie înscris in formula I =Im ± ∆I 
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